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5.2.13 Mikroelektronika

Nazov Studijného programu: Mikroelektronika

Studijny odbor: Elektronika

Stupeii vysokoSkolského Stidia: 3. (doktorandsky Studijny program)

Udelovany akademicky titul: »doktor” (,,philosophiae doctor*, v skratke ,,PhD.)

Forma Studia: denna / externa

Profil absolventa:

Absolvent treticho stupna vysokoskolského stiidia odboru Elektronika

e ziska hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skusenosti z klI'i¢ovych
oblasti elektroniky so zameranim na mikroelektroniku na urovni sti¢asného stavu vyskumu
Vo svete,

e osvoji si zasady samostatnej aj timovej vedeckej prace, vedeckého badania, vedeckého
formulovania problémov, rieSenia zlozitych vedeckych problémov aj prezentacie vedeckych
vysledkov,

e dokaZe analyzovat’ arieSit’ zlozit¢ anesStandardné ulohy v odbore Elektronika so
zameranim na mikroelektroniku a prindsat’ originalne, nové rieSenia,

o dokaze tvorivo aplikovat’ nadobudnuté poznatky v praxi, najde profesiondlne uplatnenie
v roznych odvetviach vedy, vyskumu, priemyslu a sluzieb vo verejnom aj stkromnom
sektore.

Okrem zmienenych teoretickych vedomosti absolvent treticho stupfia vysokoskolského studia

odboru Elektronika ziska tieto dopliiujiice vedomosti, schopnosti a zru€nosti:

e dokaze viest menSie aj vacSie kolektivy vedeckych, vyskumnych a vyvojovych
pracovnikov, viest’ vel'ké projekty a brat’” zodpovednost’ za komplexné rieSenia vedeckych
a vyskumnych problémov,

e bude schopny sledovat’ najnovsie vedecké a vyskumné trendy v elektronike najmi so
zameranim na mikroelektroniku a optoelektroniku a dopliat’ i aktualizovat’ svoje vedomosti
formou celozivotného vzdelavania,

e osvoji si zdsady manazérskej prace, ndvrhu experimentu s casovym harmonogramom,
vedenia a kontroly pracovnikov timu

e dokaze komunikovat' a spolupracovat’ s manazérmi vedeckych projektov a Specialistami
z inych profesii,

o dokdaZe vo svojej praci uplatiovat’ pravne, spolocenské, moralne, etické, ekonomické aj
environmentalne aspekty svojej profesie.

Charakteristika jednotiek Studijného programu:

Stadium prebieha podla individualneho §tudijného planu. Na zaklade odpora¢aného $tudijného
planu ho zostavuje Skolitel’ a predkladd ho na schvélenie odborovej komisii zriadenej podla
vnutorného predpisu fakulty. Studijny program pozostava zo Studijnej Casti a z vedeckej Casti.

Studijna &ast’ (40 kreditov) sa sustred’'uje na ziskanie hlbokych teoretickych poznatkov z oblasti
elektroniky so zameranim na mikroelektroniku a optoelektroniku a osvojenie metodologického
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aparatu podporené¢ho znalostou vybranych matematicko-fyzikdlnych disciplin. Sucastou
Studijnej Casti je Studium predmetu Specializacie zvoleného v stlade s témou dizertac¢nej prace.

Dizertacna skiska mé pisomnu a ustnu ¢ast. Tému pisomnej prace a jej rozsah urci skolitel’.
Sucast'ou pisomnej prace je kratky vyklad (tézy) projektu dizertacnej prace. Obsahom ustne;j
Casti skusky je zodpovedanie otdzok zokruhu tém vybranych predmetov, zodpovedanie
pripomienok z oponentského posudku pisomnej prace, rozprava o pisomnej praci a zhodnotenie
navrhnutych ciel'ov dizertacnej prace.

Vedecka ¢ast’ (minimalne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertacny projekt I az IV
a samostatnou i timovou vedeckou a vyskumnou pracou. Individudlna a timova vedecka praca sa
hodnoti najmé podla publikacnej ¢innosti doktoranda, aktivnej ucasti na konferenciach a uznani
jeho vysledkov vedeckou komunitou. Celkovo pocas S$tadia musi doktorand ziskat' za
individualnu atimovi vedeckti prdcu minimalne 40 kreditov. Pridelovanie kreditov za
individudlnu a timova vedecku préacu sa riadi Tabulkou 1.

Zavere¢na (dizertacnd) praca sa povazuje za Studijny predmet a po jej vypracovani a prijati na
obhajobu doktorand ziska 30 kreditov. Stadium kon¢i obhajobou dizertacnej prace, ktora patri
medzi Statne skasky. Za Statnu skiiSku kredity doktorandovi neprisluchaju.

Hodnotenie individualnej a timovej vedeckej prace Kredity
Publikované vedecké prace
v Casopise evidovanom v Current Contents (,,karentovanom*) 40
v nekarentovanom ¢asopise vo svetovom jazyku 20
v nekarentovanom casopise v inom jazyku 10
v recenzovanom zborniku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10
prispevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10
v nerecenzovanom zborniku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2
Ohlasy
citacia registrovand v citacnom indexe SCI 30
citacia v zahrani¢nej publikacii neregistrovana v citatnom indexe SCI 10
citdcia v domacej publikdacii neregistrovand v citatnom indexe SCI 5
Aktivna prezentacia vysledkov
na medzindrodnej konferencii 20
na konferencii s medzinarodnou ti€ast'ou vo svetovom jazyku 10
na domadcej konferencii 5
Iné
patent s medzinarodnou platnost'ou / narodnou platnost’ou 40/20
vypracovanie recenzie pre karentovany casopis 10
vypracovanie recenzie pre nekarentovany ¢asopis 5
praca v rieSitel'skom time vyskumného projektu (hodnoti veduci projektu) 0az 10

Tab. 1 Pridelovanie kreditov za individualnu a timova vedecku pracu
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Pravidla a podmienky na utvaranie $tudijnvch planov:

e Zakladné pravidla apodmienky tvorby Studijnych planov st definované v Studijnom
poriadku fakulty.

e Individudlny Studijny plan navrhuje Skolitel' doktoranda a schvaluje ho odborova komisia
zriadena podl'a vnutorného predpisu fakulty.

Standardna dizka Stadia: 3 akademické roky

Rozdelenie Stidia na casti a podmienky postupu do d’alSej Casti §tudia vyjadrené poétom
kreditov ziskanvch za absolvované jednotky Studijného programu:

Zakladnou cast'ou Stiidia je nominalny ro¢nik. Stidium je rozdelené na nominélne ro¢niky takto:

1. nominalny ro¢nik  — S$tudent ziska Standardne 60 kreditov.
2. nominalny ronik  — Student ziska Standardne 60 kreditov.
3. nominalny ro¢nik  — Student ziska Standardne 60 kreditov, dovedna za celé Studium

minimalne 180 kreditov.
Podmienkou postupu do dalSej Casti Stadia je ziskanie predpisaného poctu kreditov v danom
akademickom roku.
Odporucany studijny plan je zostaveny tak, aby jeho absolvovanim Student splnil podmienky
ukonéenia §tidia v ramci $tandardnej dizky $tadia.

Pocet kreditov potrebnvch na riadne skoncenie $tadia: 180

Dalsie podmienky riadneho ukon&enia $tidia:

e UspesSné absolvovanie povinnych apovinne volitelnych predmetov Studijného programu
v sulade s pravidlami a podmienkami na utvaranie Studijnych planov
e publikovanie aspon jednej vedeckej prace v zahrani¢nom vedeckom Casopise, vo svetovom
jazyku, ako autor alebo spoluautor
e ziskanie minimalne 40 kreditov za individudlnu a timovua pracu
¢ vykonanie statnych skusok (v sulade so studijnym poriadkom), ktorymi st
o dizerta¢na skaska
o aobhajoba dizertacnej prace.
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Odporucany Studijny plan
Denné stadium
Typ Nazov predmetu Kredity Rozsah | Ukoncenie

predmetu vyucby
1. nominalny roénik
Semester 1

P Vybrané kapitoly z matematiky 10 020800 S

P Individudlna a timova vedecka praca *) KZ

P Odbornd anglictina 10 020800 S

P Pedagogicka ¢innost’ - 000040 Z

V l'ubovol'nom semestri si Student moze navyse zapisat’ d’al§i predmet ako vyberovy (V).
*)  Ziskané kredity stanovuje Tab. 1.

Semester 2
PVI Povinne volite'ny predmet teoret. zakladu 10 020800 S
PV2 Predmet Specializacie 10 020800 S
P Individudlna a timova vedeckd praca *) KZ
P Pedagogicka Cinnost’ - 000040 Z
P Dizerta¢nd sktska - SS
2. nominalny ro¢nik
Semester 3
P Dizertacny projekt I 20 000008 KZ
P Individuélna a timova vedeckd praca *) KZ
P Pedagogicka ¢innost’ - 000040 Z
Semester 4
P Dizertacny projekt II 20 000008 KZ
P Individudlna a timova vedecka praca *) KZ
P Pedagogicka ¢innost’ - 000040 4
3. nominalny ro¢nik
Semester S
P Dizertaény projekt II1 15 000004 KZ
P Individuélna a timova vedeckd praca *) KZ
P Pedagogicka ¢innost’ - 000040 4
Semester 6
P Dizertacny projekt IV 15 000004 KZ
P Individudlna a timova vedecka praca *) KZ
P Pedagogicka Cinnost’ - 000040 Z
P Dizerta¢nd praca 30 KZ
P Obhajoba dizertacnej prace - SS

Externé studium

Student externé¢ho §tidia absolvuje $tudijné jednotky rovnako ako §tudent denného Studia.
V individudlnom Studijnom plane sa Studijné jednotky rozlozia na 5 rokov $tudia. Standardna
zataz Studenta za semester je 18 kreditov.
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Povinné predmety

Typ Nazov predmetu Kredity Rozsah | Ukoncenie
predmetu vyucby

P Vybrané kapitoly z matematiky 10 020800 S

P Odbornd anglictina 10 020800 S

P Dizerta¢ny projekt | 20 000008 KZ

P Dizertaény projekt II 20 000008 KZ

P Dizerta¢ny projekt 111 15 000004 KZ

P Dizertacny projekt IV 15 000004 KZ

P Individudlna a timova vedecka praca *) KZ

P Dizerta¢nd praca 30 obhajoba

Povinne volitelny predmet PV1

Typ Nazov predmetu Kredity | Rozsah | Ukoncenie
predmetu vyucby

PV1 Vybrané kapitoly z fyzikélnej elektroniky 10 020800 S
latok

PV1 Progresivne mikroelektronické, optoelektro- 10 020800 S
nické a senzorové Struktiry a prvky

PV1 Moderné metddy a principy navrhu 10 10 020800 S
a systémov

PV1 Optoelektronika a optické prenosové systémy 10 020800 S

Povinne volitelny predmet Specializacie PV2

Typ Nazov predmetu Kredity | Rozsah | Ukoncenie
predmetu vyucby

PV2 Technologické procesy mikroelektroniky 10 020800 S
a mikrosystémovej techniky

PV2 Elektrické diagnostické metddy 10 020800 S
charakterizécie polovodi¢ovych Struktar

PV2 Spektroskopické metody analyzy povrchov, 10 020800 S
rozhrani a tenkych vrstiev

PV2 Viakuova a ultravédkuova fyzika a technika 10 020800 S

PV2 Integrovand optoelektronika a fotonika 10 020800 S

PV2 Mikrosenzory a mikromechanické systémy 10 020800 S

PV2 Lasery a laserové systémy 10 020800 S

PV2 Metody testovania a diagnostiky 10 10 020800 S
a systémov

PV2 Navrh analdégovych integrovanych obvodov 10 020800 S

PV2 Obvody a systémy na Cislicové spracovanie 10 020800 S
signalov

PV2 Modelovanie a simulacia elektronickych 10 020800 S
prvkov a obvodov
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Legenda:
P povinny predmet skaska
PV1 povinne volitelny predmet zapocet

klasifikovany zapocet
Statna skuska

PV2 povinne volitelny predmet
A% vyberovy predmet

%<§NUJ

Tyzdenny rozsah vzdeldvacich ¢innosti podla §51, ods. 2, Zakona 131/2002 Z.z. je udany

vo formate <abcdef>, pricom

a — oznacuje prednasky,

b — seminare a konzultacie,

¢ — laboratoérne a konstruk¢éné cvicenia,

d — individualne $tadium odbornej literatury,

e — odbornu prax,

f — projektovu a dizerta¢nu précu.
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Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Vybrané kapitoly z matematiky
Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje: Prof. RNDr. Otokar Grosek, PhD.
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Prof. RNDr. Igor Bock, PhD.

Doc. RNDr. PeterVolauf, PhD.
Prof. RNDr. Zdenka Rie¢anova, PhD.
Doc. Ing. Ladislav Satko, PhD.

Obdobie §tudia Forma vyucby: seminar Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinach): 020800 kreditov:
1. semester TyZdenny: 10 Za obdobie Studia: 130 10

Podmienujice predmety:
Matematicka analyza a linearna algebra v rozsahu 1. a 2. stupna vysokoskolského §tadia.

Sposob hodnotenia a skoncenia Stidia predmetu:

Priebezné hodnotenie:  priebezny test

Zaverecné hodnotenie:  skaska

Ciel’ predmetu:

Ziskat’ hlboké teoretické vedomosti z oblasti matematickych principov vyuzivanych v studijnom odbore.
Vyuzit metodologické prostriedky matematiky na formulovanie teoretickych principov
odboru.matematické prostriedky umoznia formulovat’ a riesit’ neStandardné ulohy daného vedného odboru.

Strucna osnova predmetu:

Obycajné diferencialne rovnice.

Numerické metody rieSenia obycajnych a aj parcidlnych diferencialnych rovnic.
Optimaliza¢né ulohy.

Pravdepodobnost’ a Statistika.

Teoria informécii.

Stochastické procesy.

Teoria grafov.

Teoria kodovania.

Témy zodpovedajice zadaniu doktorandskej dizertacnej prace.

Literatura:
Knizna literatira podl'a odporii¢ania konzultanta.
Casopisecka literatura podl'a odportcania Skolitel’a a prednasajiceho.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a datum poslednej tipravy listu:

slovensky 11.6.2003
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Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Vybrané kapitoly z fyzikalnej elektroniky latok
Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje: Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Doc. Ing. Juraj Breza, PhD.
Obdobie stadia Forma vyucby: seminare + individualne $tidium Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinich): 020800 kreditov:
2. semester TyZdenny: 10  Za obdobie $tidia: 130 10

Podmienujuce predmety:
Predmet nadvézuje na znalosti z odboru Elektronika a orientacie na mikroelektroniku v inzinierskej etape
studia.

Sposob hodnotenia a skoncenia Stidia predmetu:

PriebeZzné hodnotenie: test

Zaverecné hodnotenie: skuska

Ciel’ predmetu:

Naucit' Studentov dokonale pochopit’ zakladné fyzikalne vlastnosti materidlov ajavov vnich ana ich
rozhraniach a analyzovat’ ich vplyv na elektrofyzikalne vlastnosti elektronickych, optoelektronickych
a senzorickych prvkov s vyuZitim modelovania a simulacie.

Stru¢na osnova predmetu:

Pasmova teérie tuhych latok. Statistika volnych nosiCov naboja (VNN) v nedegenerovanom
a degenerovanom polovodi¢i. Rovnovazna a nerovnovazna generacia a rekombinacia, ¢as zZivota VNN.
Transportné javy, pohyblivost, merna elektricka vodivost’. Cas Zivota VNN. Difuzia a drift VNN. Analyza
vlastnosti rozhrani: kontakt kov-polovodi¢, p-n priechod, heteropriechod. Modelovanie a simulacia
transportnych javov.

Literatura:

1. C.T. Sah, Fundamentals of Solid State Electronics, World Scientific, 1991

2. S.M. Sze., Semiconductor Devices, Physics and Technology, John Wiley & Sons, New York, 1985

3. A. Yariv, Quantum Electronics, 3rd edition, J] Wiley and Sons, 1989

4. K.V. Salimova, Fyzika poluprovodnikov , Prepracované a doplnené vydanie, Energoizdat,
Moskva, 1985, u¢ebnica MEI Moskva

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a daitum poslednej tipravy listu:

slovensky 11.6.2003
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Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Progresivne mikroelektronické, optoelektronické
a senzorové Struktary a prvky

Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje: Prof Ing. Daniel Donoval, DrSc.,
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Prof. Ing. Jaroslav Kova¢, PhD.,

Prof. RNDr. Vladimir Tvarozek. PhD.,
Prof. Ing. Frantisek Uherek, PhD.,
Doc. Ing. Milan Zigka, PhD.

Obdobie Studia Forma vyucby: seminare + individudlne stadium Pocet

Predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinich): 020800 kreditov:

2. semester Tyzdenny: 10  Za obdobie Studia: 130 10

Podmiefiujice predmety:
Predmet nadvdzuje na znalosti z odboru Elektronika a orientdcie na mikroelektroniku, optoelektroniku
a senzoriku v inzinierskej etape Studia.

Sposob hodnotenia a skoncenia §tidia predmetu:

PriebeZné hodnotenie: test

Zaverecné hodnotenie: skuska

Ciel’ predmetu:

Prehibit’ znalosti $tudentov v oblasti vyvoja novych progresivnych materialov, $truktir a prvkov pre
vyuzitie v mikroelektronickych, optoelektronickych a senzorickych prvkoch. Pochopit’ zakladné fyzikalne
principy a javy v novych materidloch aprvkoch najmd na baze submikrometrovych a nano-
dimenzionalnych S$truktir a technoldgii na realizadciu integrovanych obvodov s vysokym stupiiom
integracie a inteligencie.

Stru¢na osnova predmetu:

Fyzikalne principy ajavy v submikrometrovych strukturach integrovanych obvodov a polovodicovych
nizkodimenzionalnych heteroStruktarach. Nové materidly, technoldégie a metddy ich charakterizacie.
Modelovanie a simulacia perspektivanych polovodi¢ovych S$truktir integrovanych obvodov v hlbokej
submikrometrovej oblasti. Mikrosystémy — integrované, komplexné mikro-elektro-opto/mechanické
systtmy MEOMS. Polovodi¢ové nizkodimenzionalne S$truktary pre progresivne prvky a integrované
systémy mikroelektroniky, optoelektroniky a senzoriky. Meranie a extrakcia parametrov polovodi¢ovych
prvkov.

Literatuara:

Taur Y., Ning T., Fundamentals of modern VLSI devices, Cambridge University Press, 1998
Boylestad R., Nahelsky L., Electronic devices and circuits theory, Prentice-Hall, New Jersey, 1992
Kelly M.J. Low-dimensional semiconductors, Clarendon Press, Oxford, 1995

Chai Yeh , Applied photonics, Academic Press, London, 1994

Fraden, J.: Handbook of modern sensors: physics, design and applications, Springler Verlag,

New York, 1996

S

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a datum poslednej ipravy listu:

slovensky 11.6.2003
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Nizov vysokej $koly, nizov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Koéd predmetu: Nazov predmetu:
Moderné metddy a principy navrhu a realizacie 10 a systémov
Studijny odbor:
Elektronika, $tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpeéuje: Doc. Ing. Daniela Durackova, PhD.
Doc. Ing. Daniela Dura¢kova, PhD. Ing. Viera Stopjakova, PhD.
Doc. Ing. Bediich Weber, PhD.
Obdobie Studia Forma vyu¢by: seminare + individualne $tidium Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinich): 020800 kreditov:
2. semester TyZzdenny: 10  Za obdobie Studia: 130 10

Podmienujice predmety:

Predmet nadvédzuje na teoretické znalosti a praktické skusenosti ziskané v ramci inzinierskeho Stadia
z oblasti elektronickych obvodov a ich realizacie v integrovanej forme. Jeho absolvovanie poskytuje
podrobnejsiu analyzu vlastnosti a Specifik spojenych s navrhom analégovych I1O.

Sposob hodnotenia a skoncenia Stidia predmetu:

PriebeZné hodnotenie: test

Zaverecné hodnotenie: skuska

Ciel’ predmetu:

Je naucit Studentov modernym metéodam navrhu 10, ktoré vyzaduji rieSit’ Specifické problémy.
Absolvovanie predmetu umozni praktické precvicenie modernych navrhovych prostriedkov pouZivanych
pri navrhu, simulécii a optimalizacii Sirokého spektra analogovych a ¢islicovych obvodov a mikrosystémov
s cielom ich miniaturizacie a integracie na Cipe.

Strucna osnova predmetu:

Model bipolarneho tranzistora a MOSFETu pre vel’ky a maly signal, zakladné stavebné bloky analégovych
a Cislicovych 10, standardné bunky, hradlové polia, spotreba plochy cipu, delice, zdroje, architektury
zosiliiovacov, navrh OTA, komparatory, prevodniky, neuromorfické inzinierstvo na baze analdogovych
obvodov, miniaturizacia a zvySovanie hustoty integracie. Opakovatelnost’ navrhnutych blokov. Metody
automatizovaného navrhu IO, §tandardné bunky, navrh systémov na vyssich urovniach abstrakcie, VHDL.
Navrh, simulacia a verifikécia vlastnosti elektronickych obvodov. Navrh topografie IO, navrhové pravidla.
Parazitné efekty v integrovanych struktarach.

Literatura:

Valehrachova, D., Weber,B.: Navrh analogovych integrovanych obvodov, prirucka k cvic¢eniam, ES STU,
Bratislava,1994

Geiger, R.L., Allen,P.A., Strader, N.R.: VLSI Design Techniques for Analog and Digital Circuits, McGraw
Hill Co, New York , 1990.

Baker, R. J., Li, H.W, Boyce, D. E.: CMOS Circuits Design, Layout and Simulation, Wiley -IEEE Press,
1998, 902 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a datum poslednej tipravy listu:

slovensky 11.6.2003
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| |
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Nizov vysokej $koly, nizov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kéd predmetu: Nazov predmetu:
Optoelektronika a optické prenosové systémy
Studijny odbor:
Elektronika, $tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje:
Prof. Ing. FrantiSek Uherek, PhD. Prof. Ing. FrantiSek Uherek, PhD.
Obdobie Studia Forma vyuéby: seminare + individualne $§tidium Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinich): 020800 kreditov:
2. semester TyZdenny: 10  Za obdobie $tidia: 130 10

Podmienujice predmety:
Predmet nadvézuje na znalosti z odboru Elektronika a orientacie na mikroelektroniku v inZinierskej etape
Stadia.

Sposob hodnotenia a skoncenia Stidia predmetu:

PriebeZné hodnotenie: test

Zaverecné hodnotenie: skuska

Ciel’ predmetu:

Naucit’ Studentov principy c¢innosti optoelektronickych a optickych prvkov pre optické komunikacné
systémy, metddy navrhu optickych vlaknovych a otvorenych komunikaénych sieti ako aj modernym
trendom v oblasti rozvoja optickych komunikaénych systémov.

Stru¢na osnova predmetu:

Principy ¢innosti progresivnych optoelektronickych a optickych prvkov pre optické komunikacné systémy
(OKS), navrh prijimacov a vysielacov pre OKS, otvorené a vlaknové OKS, topologie modernych OKS,
koherentné a solitonové OKS, moznosti zvySovania prenosovych rychlosti a prenosovej kapacity OKS.

Moderné trendy v oblasti rozvoja optickych komunikac¢nych systémov.

Literattra:

1. MILLER, S.E., KAMINOV, I.P.: Optical Fiber Communications II, Academic Press, Inc., Boston, 1988

2. MESTDAGH, D.J.G.: Fundamentals of Multiaccess Optical Fiber Networks, Artech House, London,
1995

3. GOWAR, J.: Optical Communication Systems, Prentice Hall International Ltd., London, 1993

4. UBAJDULAIJEV, R. R.: Vlaknové optické siete (v ruskom jazyku), Eko-Trends, Moskva, 2001

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: Podpis garanta a datum poslednej upravy listu:

slovensky, anglicky 11.6.2003
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Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Technologické procesy mikroelektroniky
a mikrosystémovej techniky

Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje: Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Prof. RNDr. Vladimir Tvarozek. PhD.
Obdobie Studia Forma vyu¢by: seminare + individualne $tidium Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinich): 020800 kreditov:
2. semester TyZdenny: 10  Za obdobie $tidia: 130 10

Podmienujuce predmety:
Predmet nadvézuje na znalosti z odboru Elektronika a orientacie na mikroelektroniku v inZinierskej etape
Studia.

Sposob hodnotenia a skoncenia Stidia predmetu:

PriebeZné hodnotenie: test

Zaverefné hodnotenie: skuska

Ciel’ predmetu:

Prehibit’ znalosti a ziskat’ najnovsie poznatky z mikro- a nano-technologii.

Stru¢na osnova predmetu:

Planarne technologické procesy mikroelektroniky: depozicie vrstiev, fyzikalno-chemické leptanie,
oxidacia, difizia, idnova implantécia, litografie, kontaktovanie a puzdrenie. Mikromechanické technologie:
objemové a planarne mikrotvarovanie, plazmatické a laserové hibkové leptania, LIGA technika, spajanie
2D $truktir a vytvaranie 3D mikrosystémov. Nanotechnolégie. Modelovanie a simuldcia vybranych
procesov.

Literatura:

1. C.T. Sah, Fundamentals of Solid State Electronics, World Scientific, 1991

2. S. M. Sze, Semiconductor Devices, Physics and Technology, John Wiley & Sons, New York, 1985
3. 1. Brodie, J. J. Muray, The Physics of Micro/Nano- Fabrication, Plenum Press, New York, 1992

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a datum poslednej ipravy listu:

slovensky 11.6.2003
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Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Elektrické diagnostické metddy charakterizacie
polovodi¢ovych §truktir

Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje:
Doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. Doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
Doc. Ing. Rudolf Kinder, PhD.
Obdobie Studia Forma vyu¢by: seminare + individualne $tidium Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinich): 020800 kreditov:
2. semester TyZdenny: 10  Za obdobie $tidia: 130 10

Podmienujice predmety:
Predmet nadvézuje na znalosti z odboru Elektronika a orientacie na mikroelektroniku v inZinierskej etape
stadia.

Sposob hodnotenia a skoncenia Stidia predmetu:

PriebeZné hodnotenie: test

Zaverecné hodnotenie: skuska

Ciel’ predmetu:

Vysvetlit a naucit’ Studentov principy modernych meracich metéd pouzivanych v polovodicovej
technologii so zameranim na vlastnosti a meranie polovodicovych bariérovych Struktar a prvkov,
charakterizovat’ metodiku merania, spracovania a vizualizaciu vysledkov s vytvorenim databazy pre
modelovanie a simulaciu elektrofyzikalnych vlastnosti elektronickych prvkov.

Stru¢na osnova predmetu:

Charakterizacia elektrickych vlastnosti polovodicov, meranie a uréovanie koncentracného profilu primesi.
Schottkyho bariéra, odpor kontaktov a sériovy odpor. Elektricky aktivne poruchy v polovodic¢och a ich
identifikdcia. Meranie Casu zivota minoritnych nosicov néaboja, spektroskopia hlbokych hladin
v zakdzanom pasme polovodi¢a, DLTS metoda. Struktira MIS, testovanie unipolarnej technoldgie pre
vel'mi tenké izolaéné vrstvy s vysokou permitivitou. Kapacitné metddy, rovnovazne a nerovnovazne.
Heterostruktary, kapacitné vlastnosti a ich meranie. Nestability vo viaczlozkovych polovodi¢och, meranie
pohyblivosti a dlhodobej relaxacie fotovodivosti.

Literatura:

1. D. K. Schroder.: Semiconductor Material and Devices Characterization. 2™ Edition. John Wiley &
Sons, New York 1998, 784 s, ISBN 0-471-24139-3

2. P.Blood and J. W. Orton.: The Electrical Characterization of Semiconductor: Majority Carriers
and Electron States. Academic Press, London 1992, 759s. ISBN 0-12-528627-9

3. W.R. Runyan and T. J. Shaffner.: Semiconductor Measurements & Instrumentation. 2™ Edition.
McGraw-Hill, New York 1998, 454 s, ISBN 0- 07-057697-1

4. H. Frank.: Fyzika a technika polovodicov. 1. vyd. SNTL, Praha 1990, 288s. ISBN 80-03-00401-2

5. O.Csabay: Integrované obvody I, Skripta, III. vydanie. ES STU, Bratislava 1990, 107 s,
ISBN 80-227-0202-1,

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a datum poslednej ipravy listu:

slovensky 11.6.2003
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Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Spektroskopické metody analyzy povrchov,
rozhrani a tenkych vrstiev

Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje: Doc. Ing. Jozef Liday, PhD.
Doc. Ing. Jozef Liday, PhD. Doc. Ing. Juraj Breza, PhD.
Obdobie Studia Forma vyu¢by: seminare + individualne $tidium Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinich): 020800 kreditov:
2. semester TyZdenny: 10  Za obdobie $tidia: 130 10

Podmienujuce predmety:
Predmet nadvézuje na znalosti z odboru Elektronika a orientacie na mikroelektroniku v inZinierskej etape
Studia.

Sposob hodnotenia a skoncenia Stidia predmetu:

Priebezné hodnotenie: test

Zaverecné hodnotenie: skuska

Ciel’ predmetu:

Prehibit’ znalosti $tudentov o zakladnych spektroskopickych metodach na analyzu povrchov, tenkych
vrstiev a rozhrani materialov a ich Specifickych aplikdciach najmi v tenkovrstvovych elektronickych,
optoelektronickych a senzorickych technolégiach nanometrovych rozmerov.

Stru¢na osnova predmetu:

Principy elektronovych (AES, XPS, UPS, EELS) aiénovych (ISS, SIMS, SNMS) spektroskopii. Zdroje
budenia zvdzkov. Energetické ahmotnostné analyzatory. Detekéné systémy. Aspekty kvalitativnej
a kvantitativnej analyzy spektroskopickymi metodami, faktorové analyza. Hibkové profilovanie, analyza
rozhrani, hibkové rozlisenie. Aplikacie vybranych spektroskopickych metod v mikro-, optoelektronickych
a senzorickych multivrstvovych technologiach.

Literatura:

1. D. BRIGGS and M. P. SEAH: Practical Surface Analysis. John Wiley&Sons, Chichester, 1986

2. M. GRASSERBAUER and J. DUDEK: Angewandte Oberflaichenanalyse mit SIMS, AES und XPS.
Akademie-Verlag, Berlin, 1986

3. L. ECKERTOVA: Metody analyzy povrchii. Elektronova spektroskopie. Academia, Praha, 1990

4. D. BRIGGS and M. P.SEAH: Practical Surface Analysis, Vol. 2. Ion and Neutral Spectroscopy, John
Wiley&Sons, New York, 1992

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a daitum poslednej tipravy listu:

slovensky, anglicky 11. 6.2003
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Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Metody testovania a diagnostiky 10
Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje:
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Ing. Viera Stopjakova, PhD.
Obdobie stadia Forma vyucby: seminare + individualne $tidium Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinich): 020800 kreditov:
2. semester TyZdenny: 10  Za obdobie $tidia: 130 10

Podmienujuce predmety:
Predmet nadvézuje na znalosti z odboru Elektronika v inzinierskej etape Stidia, prevazne na vedomosti
z oblasti integrovanych elektronickych obvodov.

Sposob hodnotenia a skoncenia Stidia predmetu:
Priebezné hodnotenie: test
Zaverecné hodnotenie: skuska

Ciel’ predmetu:

Poskytnut’ Studentom poznatky o modernych alternativnych metédach a prostriedkoch testovania
a diagnostiky 10, prehibit vedomosti o fyzikalnych defektoch technoldgie a ich vplyvu na parametre
obvodov, osvojit' si metodiky generovania testovacich vektorov, priblizit Standardné metddy navrhu
integrovanych obvodov vzhl'adom na ich testovatel'nost.

Stru¢na osnova predmetu:

Zakladné fyzikalne defekty. Druhy elektrickych poruch a ich modelovanie. Pokrytie porich. Automatické
generovanie testovacich vektorov (AGTV). Navrh obvodov vzhladom na ich testovatelnost (NVT).
Heuristické a systematické metdody - SCAN, BIST. Alternativne metddy testovania - IDDQ a IDDT
testovanie. Termalne testovanie. Testovanie pomocou neurénoych sieti. Testovanie polovodicovych
pamiti. Testovanie analégovych a zmieSanych integrovanych obvodov.

Literatura:

[1] M. L. Bushnell, V.D. Agrawal: Essentials of Electronic Testing for Digital, Memory, and Mixed-Signal
VLSI Circuits, Kluwer Academic Publishers, 2000

[2] B. R. Wilkins: Testing Digital Circuits - An Introduction, Chapman and Hall, London, 1990

[3] Hlavicka a kol.: Diagnostika elektronickych ¢islicovych obvodov, SNTL, ALFA, Praha, 1982

[4] V.N. Yarmolik, Fault Diagnosis of Digital Circuits, John Wiley&Son, New York, 1990

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a daitum poslednej tipravy listu:

slovensky 11.6.2003
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| |
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Integrovand optoelektronika a fotonika
Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpeluje:
Prof. Ing. Jaroslav Kova¢, PhD. Prof. Ing. Jaroslav Kova¢, PhD.
Prof. Ing. Frantisek Uherek, PhD.
Obdobie Studia Forma vyu¢by: seminare + individualne $tidium Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinich): 020800 kreditov:
2. semester TyZdenny: 10  Za obdobie $tidia: 130 10

Podmienujuce predmety:
Predmet nadvézuje na znalosti z odboru a orientacie na optoelektroniku v inZinierskej etape Stidia.

Sposob hodnotenia a skoncenia Stidia predmetu:

PriebeZné hodnotenie: test

Zaverefné hodnotenie: skuska

Ciel’ predmetu:

Naucit’ studentov pochopit’ fyzikalne vlastnosti materidlov a javov z oblasti generacie, $irenia modulécie
a detekcie optického Ziarenia v prvkoch integrovanej optoelektroniky a fotoniky a ich vyuzitie v systémoch
prenosu , zaznamu a zobrazovania informécii.

Strucna osnova predmetu:

Sirenie elektromagnetickej viny v optickych prostrediach, dielektrické vinovody, charakteristické vlastnosti
a typy vlnovodov. Technologia pripravy a charakterizacia optickych vlastnosti materialov pre integrovanu
optoelektroniku a fotoniku (IOF). Aktivne polovodicové prvky na baze heterostruktur, kvantovych jam
a supermriezok aich aplikdcia v IOF. Elektrooptické, akustooptické a magnetooptické prvky a systémy
IOF. Integrované optoelektronické vysielace, prijimace na prenos informacii. Integrované zobrazovace
a priestorové modulatory svetla. Systémy optického zdznamu informacii. Modelovanie a simulacia prvkov
IOF.

Literatura:

1. K. J. Ebeling : Integrated Optoelectronics, Springer -Verlag, 1989

2. Chai Yeh : Applied Photonics, Academic Press, London, 1994

3. Bahaa E.A. Saleh, M.C. Teich : Fundametals of Photonics, John Willey&Sons, 1991
4. S.D Smith : Optoelectronic Devices, Prentice Hall Europe, 1995

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a datum poslednej tipravy listu:

slovensky 11. 6.2003
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Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Mikrosenzory a mikromechanické systémy
Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje:

Prof. RNDr. Vladimir Tvarozek, PhD. Prof. RNDr. Vladimir Tvarozek, PhD.
Obdobie stadia Forma vyucby: seminare + individualne $tidium Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinich): 020800 kreditov:
2. semester TyZdenny: 10  Za obdobie $tidia: 130 10

Sposob hodnotenia a skoncenia $tiidia predmetu:
PriebeZné hodnotenie: test
Zaveretné hodnotenie: skuska

Ciel’ predmetu:

Ziskanie hlbsich znalosti o vlastnostiach réznych rozhrani vhodnych na premenu fyzikalnej a biochemickej
veli¢iny na elektricky signal, o elektronickom spracovani senzorovych signalov a o miniaturizacii
a integracii senzorov a aktuatorov v mikrosystémoch.

Stru¢na osnova predmetu:

Senzory fyzikalnych a biochemickych veli¢in. Vyuzivané javy, principy, konstrukcia, parametre, aplikacie.
Statické a dynamické vlastnosti mikrosenzorov. Elektronické spracovanie signalov. Inteligentné (smart)
materialy a senzory. Mikrosystémy — integrované, komplexné mikro-elektro-opto/mechanické systémy
MEMS/MOMS. Technolodgie vytvarania mikromechanickych systémov. Mikromechatronika.

Literatura:

1. FRADEN, J.: Handbook of modern sensors: physics, design and applications, Springler Verlag, New
York, 1996

2. BAO, M.-H.: Micro Mechanical Transducers - Pressure Sensors, Accelerometers and Gyroscopes,
Elsevier, Amsterdam, 2000

3. LAMBRECHT, M., SANSEN, W.: Biosensors: Microelectrochemical Devices, IOP Publ., London,
1992

4. BRADLEY D.A. et all: Mechatronics, Chapman & Hall, London, 1994

5. Casopis "Sensors and Actuators A (Phycical) & B (Chemical)", kniznica FEI STU

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a datum poslednej ipravy listu:

slovensky 11.6.2003
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| |
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Lasery a laserové systémy
Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje:
Prof. Ing. Frantisek Uherek, PhD. Prof Ing. Franti§ek Uherek, PhD.
Obdobie stadia Forma vyucby: seminare + individualne $tidium Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinich): 020800 kreditov:
2. semester TyZdenny: 10  Za obdobie $tidia: 130 10

Podmienujuce predmety:
Predmet nadvézuje na znalosti z odboru a orientacie na mikroelektroniku v inzinierskej etape Studia.

Sposob hodnotenia a skoncenia $tidia predmetu:

Priebezné hodnotenie: test

Zaverefné hodnotenie: skuska

Ciel’ predmetu:

Naucit' studentov dokonale pochopit’ zdkladné principy Cinnosti a vlastnosti laserov a aplikacii laserov
a laserovych zariadeni v priemysle, vede, zdravotnictve a priemyselnej optickej metrologii.

Stru¢na osnova predmetu:

Zaklady fyziky laserov. Konstrukcia a klasifikacia laserov. Priemyselné aplikacie laserov. Opracovanie
materialov laserom. Lasery v elektrotechnike. Aplikacie laserov vo vyrobnej metrologii a diagnostike.
Aplikacie laserov v medicine. Bezpec¢nost’ pri praci s lasermi.

Literatura:

1) Habov¢ik, P.: Lasery a fotodetektory, ALFA 1990, uéebnica

2) Koebner, H.: Industrial Applications of lasers, J.Wiley & Sons Inc., 1988

3) Bertolotti, M.: Physical Processes in Laser - Materials Interactions, Plenum Press, New York, 1980
4) Hiigel, H: Lasers in Manufacturing, Springer-Verlag 1988

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: Podpis garanta a datum poslednej upravy listu:

slovensky 11.6.2003
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Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Koéd predmetu: Nazov predmetu:
Néavrh analégovych integrovanych obvodov
Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpeluje:

Doc. Ing. Daniela Durackova, PhD. Doc. Ing. Daniela Durackova, PhD.
Obdobie stiadia Forma vyucby: seminare + individualne $tddium Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinch): 020800 kreditov:

2. semester TyZdenny: 10  Za obdobie Stidia: 130 10

Podmiefiujuce predmety:

Predmet nadvézuje na teoretické znalosti a praktické skiisenosti ziskané v ramci bakalarskej etapy Stadia.
Jeho absolvovanie poskytuje podrobnejsiu analyzu vlastnosti a $pecifik spojenych s ndvrhom analdégovych
10.

Spésob hodnotenia a skoncenia Studia predmetu:
PriebeZné hodnotenie: test
Zavereéné hodnotenie: skiska

Ciel’ predmetu:

Naucit’ studentov modernym metédam navrhu analdégovych 10, ktoré vyzaduja riesit’ Specifické problémy
v porovnani s navrhom ¢islicovych obvodov. Absolvovanie predmetu umozni praktické precvicenie
modernych navrhovych prostriedkov na vybranych blokoch analégovych IO aich mozného opétovného
vyuzitia pri navrhu podobnych analégovych IO.

Stru¢na osnova predmetu:

Model bipolarneho tranzistora a MOSFETu pre vel’ky a maly signal, zdkladné stavebné bloky analégovych
10, spotreba plochy Cipu, delice, zdroje, architektiry zosiliiovacov, ndvrh OTA, komparatory, prevodniky,
neuromorfické inZinierstvo na baze analégovych obvodov, miniaturizacia a zvySovanie hustoty integracie.

Literatura:
1. P.E. Allen, D. R. Holberg: CMOS Analog Circuit Design, Oxford University Press, 1999, Oxford.
2. D. Valehrachova, B. Weber: Navrh analogovych integrovanych obvodov, Skripta STU, 1994,

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a daitum poslednej tipravy listu:

slovensky 11.6.2003
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Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Vakuova a ultravakuova fyzika a technika
Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje:
Doc. Ing. Marian Vesely PhD. Doc. Ing. Marian Vesely PhD.
Obdobie stadia Forma vyucby: seminare + individualne $tidium Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinich): 020800 kreditov:
2. semester TyZdenny: 10  Za obdobie $tidia: 130 10

Podmienujuce predmety:
Predmet nadvézuje na teoretické vedomosti a praktické skusenosti ziskané v ramci inzinierskeho §tudia
v odbore mikroelektronika z oblasti procesov prebiehajucich pri nizsich ako atmosferickych tlakoch.

Sposob hodnotenia a skoncenia Stidia predmetu:

PriebeZné hodnotenie: test

Zaverefné hodnotenie: skuska

Ciel’ predmetu:

S vyuzitim zakladnych fyzikalnych principov javov prebiehajucich pri nizkych tlakoch sa tvorivo venovat’
rieSeniu problémov z tejto oblasti na kvalitativne vyssej urovni.

Stru¢na osnova predmetu:
Kineticka teoria plynov, metddy ziskavania a merania nizkych tlakov, konstruk¢éné a funkéné parametre
vyvev, vlastnosti vakuometrov, meranie celkovych a parcialnych tlakov, interakcia plynov s povrchmi,
difuzia, ultravakuum a extrémne vakuum, kalibracia a Standardy. Odchylky od idealnej teorie.

Literatura:

J. M. Lafferty: Foundations of Vacuum Science and Technology, John Wiley & Sons, Inc., New York
1998

V. Dubravcova: Vakuova a ultravakuova technika, Alfa, Bratislava 1992

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a datum poslednej tipravy listu:

slovensky, anglicky 11.6.2003
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Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Obvody a systémy na ¢islicové spracovanie signalov
Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje:
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Ing. Alexander Satka, PhD.
Obdobie §tudia | Forma vyucby: seminare + individualne $tidium Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinich): 020800 kreditov:
2. semester TyZdenny: 10  Za obdobie $tidia: 130 10

Podmienujuce predmety:
Predmet nadvdzuje na teoretické znalosti a praktické skusenosti ziskané v ramci inZinierskej etapy
studia. Predpokladom uspesného absolvovania je aktivna odborna Cinnost’ v inzinierskej etape Studia,
dobra znalost’ principov Cinnosti elektronickych obvodov a zakladné vedomosti o rieSeni réznych
elektronickych systémov pre Cislicové spracovanie signalov.

Sposob hodnotenia a skoncenia Stidia predmetu:
Priebezné hodnotenie: test
Zavereéné hodnotenie: skiska

Stru¢na osnova predmetu:

Funkéné bloky OCSS, registre, s¢itatky, sumatory, nasobicky, delicky, decimatory a interpolétory,
binarne korelatory. Sériové, paralelné a Specidlne architektury obvodov pre Cislicové spracovanie
signalov, systémy s rozloZenou aritmetikou, multiplexom, prehl'adovymi tabulkami, optimalizované
architektury. Specidlne &islicové filtre, oscilatory, generatory, zmieavace. Cislicové transformatory.
A/D a D/A subsystém, pamitovy subsystém, rozhrania. Programovatelné OCSS, signalové procesory
a koprocesory, aplikacia univerzalnych procesorov. Metédy navrhu OCSS, systémy ¢&islicového
spracovania signalov.

Literatura:

1. Higgins, R.J.: "Digital signal processing in VLSIL." Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 07632, USA,
1990, 575 s.

2. Haddad, R. A. - Parson, T. W.:DSP. "Theory, applications, and hardware." Computer Sci. Press, New
York, 1991, 521 s.

3. Smith, S.W.: The Scientist and Engineer's Guide to DSP. California, Technical Publishing, USA, 1999,
650 s.

4. Hu, Y. H.: Programmable Digital Signal Processors. M. Dekker, Inc., NY, USA, 2002, 430 s.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a daitum poslednej tipravy listu:

slovensky 11.6.2003
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Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Modelovanie a simulacia elektronickych prvkov a obvodov

Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika

Garantuje: Zabezpecuje:

Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Ing. Martin Tomaska PhD.

Ing. Alexander Satka, PhD.

Obdobie Studia Forma vyu¢by: seminare + individualne $tidium Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinich): 020800 kreditov:
2. semester TyZdenny: 10  Za obdobie $tidia: 130 10

Podmienujuce predmety:
Predmet nadvézuje na teoretické znalosti a praktické skusenosti ziskané v ramci inzinierskej etapy
studia. Predpokladom uspesného absolvovania je aktivna odborna ¢innost’ v inZinierskej etape stadia,
dobra znalost’ principov ¢innosti elektronickych prvkov a obvodov a zakladné vedomosti o pocitacovej
analyze elektronickych obvodov.

Sposob hodnotenia a skoncenia Stidia predmetu:

PriebeZné hodnotenie: test

Zaverecné hodnotenie: skuska

Ciel’ predmetu:

Je naucit’ doktorandov modernym metodam pocitacovej analyzy elektronickych obvodov a systémov.

Doktorandi ziskaju vedomosti a praktické skusenosti veduce k samostatnej tvorivej ¢innosti v oblasti

z modelovania a syntézy elektronickych prvkov aobvodov, v ktorych su implementované progresivne

mikroelektronické a optoelektronické prvky.

Stru¢na osnova predmetu:
Specialne modely aktivnych polovodi¢ovych prvkov. Modely $truktur s heteropriechodmi, modely
Struktar s kvantovorozmernymi efektami. Modely svetlocitlivych a svetloemitujicich prvkov. Modely
rozhrani &islicovych obvodov, IBIS. Extrakcia parametrov modelov. Specialne metody simulécie
elektronickych obvodov.

Literatura:

1. Banzhaf, W.: Computer Aided Circuit Analysis Using SPICE, Prentice Hall, London 1989, 307 s.

2. Antognetti, P. - Massobrio, G.: Semiconductor Device Modeling with SPICE. McGraw-Hill, New
York 1988, 389 s.

3. Paul Tuinenga: SPICE: A Guide to Circuit Simulation and Analysis Using PSpice (3rd Edition).
Prentice-Hall, 1995, ISBN 0-13-158775-7

4. John Keown: PSpice and Circuit Analysis (3rd Edition). Merrill (Macmillan Publishing Company),
1997, ISBN 0-13-235458-6

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a datum poslednej tipravy listu:

slovensky 11.6.2003
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| |
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Dizertacny projekt I
Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje:
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Skolitel’
Obdobie stadia Forma vyucby: projektova praca Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinach): 000008 kreditov:
3. semester TyZdenny: 8 Za obdobie Studia: 104 20

Podmienujuce predmety:
ziadne
Sposob hodnotenia a skoncenia Stiidia predmetu:
Priebezné hodnotenie:  kontrola plnenia tloh zadanych skolitelom
Zaveretné hodnotenie:  prezentacia vysledkov a obhajoba projektu; klasifikovany zapocet

Ciel’ predmetu:

Osvojit’ si metddy vedeckej prace. Naucit' sa orientovat’ v publikdcidch ana zadklade jej Stiidia ziskat
aktualne hlboké vedomosti v oblastiach, ktoré stvisia s témou dizertacnej prace. Tvorivym vyskumom
dosiahnut’ pod vedenim S$kolitel'a povodné vedecké vysledky akceptovatelné v medzinarodnej komunite
vedcov pracujucej v prislusnej oblasti.

Stru¢na osnova predmetu:

. Vykonavanie reserSe vedecke;j literatary a inych zdrojov v suvislosti s témou dizertaénej prace.
. Analyza sucasného stavu a existujicich vedeckych metod
Literatura:

Ucebnice a monografie, Casopisy a iné zdroje, ktorych vyber je konzultovany so skolitelom.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a datum poslednej tipravy listu:

slovensky alebo anglicky 11. 6.2003
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| |
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Dizertacny projekt II
Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje:
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Skolitel’
Obdobie stadia Forma vyucby: projektova praca Pocet
Predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinach): 000008 kreditov:
4. semester TyZdenny: 8 Za obdobie Studia: 104 20

Podmienujuce predmety:
ziadne
Sposob hodnotenia a skoncenia Stiidia predmetu:
Priebezné hodnotenie:  kontrola plnenia tloh zadanych skolitelom
Zaveretné hodnotenie:  prezentacia vysledkov a obhajoba projektu; klasifikovany zapocet

Ciel’ predmetu:

Osvojit’ si metddy vedeckej prace. Naucit' sa orientovat’ v publikdcidch ana zadklade jej Stiidia ziskat
aktualne hlboké vedomosti v oblastiach, ktoré stvisia s témou dizertacnej prace. Tvorivym vyskumom
dosiahnut’ pod vedenim S$kolitel'a povodné vedecké vysledky akceptovatelné v medzindrodnej komunite
vedcov pracujucej v prislusnej oblasti.

Stru¢na osnova predmetu:

e  Vykonavanie reSerSe vedeckej literatiry a inych zdrojov v stvislosti s témou dizertaénej prace.
e Analyza sicasného stavu a existujucich vedeckych metod

e  Vyskumna praca, ktorej cielom je plnenie uloh a ciel'ov dizerta¢nej prace

Literatura:
Ucebnice a monografie, Casopisy a iné zdroje, ktorych vyber je konzultovany so Skolitelom.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: Podpis garanta a datum poslednej upravy listu:

slovensky alebo anglicky 11. 6.2003
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| |
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Dizertacny projekt 111
Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje:
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.. skolitel’
Obdobie stadia Forma vyucby: projektova praca Pocet
Predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinach): 000004 kreditov:
5. semester TyZdenny: 4 Za obdobie Studia: 52 15

Podmienujuce predmety:
ziadne
Sposob hodnotenia a skoncenia Stiidia predmetu:
Priebezné hodnotenie:  kontrola plnenia tloh zadanych skolitelom
Zaveretné hodnotenie:  prezentacia vysledkov a obhajoba projektu; klasifikovany zapocet

Ciel’ predmetu:

Osvojit’ si metddy vedeckej prace. Naucit' sa orientovat’ v publikdcidch ana zadklade jej Stiidia ziskat
aktualne hlboké vedomosti v oblastiach, ktoré stvisia s témou dizertacnej prace. Tvorivym vyskumom
dosiahnut’ pod vedenim S$kolitel'a povodné vedecké vysledky akceptovatelné v medzindrodnej komunite
vedcov pracujucej v prislusnej oblasti.

Stru¢na osnova predmetu:

e  Vykonavanie reSerSe vedeckej literatiry a inych zdrojov v stvislosti s témou dizertaénej prace.
e Analyza sicasného stavu a existujucich vedeckych metod

e  Vyskumna praca, ktorej cielom je plnenie uloh a ciel'ov dizerta¢nej prace

Literatura:
Ucebnice a monografie, Casopisy a iné zdroje, ktorych vyber je konzultovany so Skolitelom.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: Podpis garanta a datum poslednej upravy listu:

slovensky alebo anglicky 11. 6.2003
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| |
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Dizertacny projekt IV
Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje:
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Skolitel
Obdobie stadia Forma vyucby: projektova praca Pocet
Predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinach): 000004 kreditov:
6. semester TyZdenny: 4 Za obdobie Studia: 52 15

Podmienujuce predmety:
ziadne
Sposob hodnotenia a skoncenia Stiidia predmetu:
Priebezné hodnotenie:  kontrola plnenia tloh zadanych skolitelom
Zaveretné hodnotenie:  prezentacia vysledkov a obhajoba projektu; klasifikovany zapocet

Ciel’ predmetu:

Osvojit’ si metddy vedeckej prace. Naucit' sa orientovat’ v publikdcidch ana zadklade jej Stiidia ziskat
aktualne hlboké vedomosti v oblastiach, ktoré stvisia s témou dizertacnej prace. Tvorivym vyskumom
dosiahnut’ pod vedenim S$kolitel'a povodné vedecké vysledky akceptovatelné v medzindrodnej komunite
vedcov pracujucej v prislusnej oblasti.

Stru¢na osnova predmetu:

e  Vykonavanie reSerSe vedeckej literatiry a inych zdrojov v stvislosti s témou dizertaénej prace.
e Analyza sicasného stavu a existujucich vedeckych metod

e  Vyskumna praca, ktorej cielom je plnenie uloh a ciel'ov dizerta¢nej prace

e Vypracovanie dizerta¢nej prace

Literatura:
Ucebnice a monografie, Casopisy a iné zdroje, ktorych vyber je konzultovany so Skolitel'om.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: Podpis garanta a datum poslednej upravy listu:

slovensky alebo anglicky 11.6.2003
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Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu

Kdd predmetu: Nazov predmetu:
Individualna a timova vedecka praca
Studijny odbor:
Elektronika, §tudijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpecuje:
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Skolitel’
Obdobie stadia Forma vyucéby: individudlna a timova vedecka praca Pocet
Predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinach): kreditov:
1. az 6. semester TyZdenny: Za obdobie studia: *) Tab. 1

Podmienujuce predmety:
ziadne
Sposob hodnotenia a skoncenia Stiidia predmetu:
Priebezné hodnotenie: hodnotenie publika¢nej ¢innosti a inych aktivit podl'a Tab. 1
Zaverecné hodnotenie: klasifikovany zapocet

Ciel’ predmetu:

Ziskat’ metodologické skusenosti a navyky nevyhnutné pri samostatnej a timovej vedeckej praci. Osvojit’ si
schopnost’ publikovania vo vedeckych casopisoch ana medzinarodnych konferenciach. Tvorivym
vyskumom dosiahnut’ povodné vedecké vysledky akceptovatelné v medzinarodnej komunite vedcov
pracujucej v prislusnej oblasti.

Stru¢na osnova predmetu:

e  Vykonavanie analyzy aktualneho stavu v oblasti na zaklade reserSe vedeckej literatury a inych zdrojov
v suvislosti s témou dizerta¢nej prace.

e Plnenie vyskumnych tloh individualne a v stcinnosti s riesitel'skym kolektivom.

e  Vypracovavanie priebeznych sprav o dosiahnutych vysledkoch.

e Préaca na inej projektovej dokumentacii a v pripade moznosti aj na podkladoch, ktorymi sa riesitel'sky
kolektiv uchadza o nové projekty a grantové ulohy.

e  Publikovanie vo vedeckych ¢asopisoch a na medzinarodnych vedeckych konferencidch.

Literatura:
Ucebnice a monografie, Casopisy a iné zdroje, ktorych vyber je konzultovany so zodpovednym vedicim
rieSitelom vedeckovyskumnej tlohy a tiez so Skolitelom.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a datum poslednej ipravy listu:

slovensky alebo anglicky 11.6.2003
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| |
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Nizov vysokej §koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu \

Koéd predmetu: Nazov predmetu:
Odbornd anglictina
Studijny odbor:
Elektronika, Studijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpeluje:
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. pracovnik(-cka) Katedry jazykov FEI STU
Obdobie studia Forma vyucby: seminar Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinach): 020800 kreditov:
1. semester TyZdenny: 10 Za obdobie Studia: 130 10

Podmiefiujuice predmety:
ziadne
Spésob hodnotenia a skoncenia Studia predmetu:
PriebeZné hodnotenie:  priebezny test
Zaveretné hodnotenie:  skuska
Ciel’ predmetu:
Zdokonalit’ studentov v odbornej angliétine a v prezentacii v anglickom jazyku.

Stru¢na osnova predmetu:
Zvladnutie odbornej terminoldgie podla témy dizertacnej prace.

Literatura:
Podrla odporacania ucitela.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a daitum poslednej tipravy listu:

angli¢tina 11.6.2003
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| |
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Nizov vysokej $koly, nazov fakulty: Slovenska technicka univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informacny list predmetu \

Koéd predmetu: Nazov predmetu:
Pedagogicka Cinnost’
Studijny odbor:
Elektronika, Studijny program Mikroelektronika
Garantuje: Zabezpeluje:
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Skolitel’
Obdobie stiadia Forma vyuéby: odbornd prax Pocet
predmetu: Odporucany rozsah vyucby (v hodinach): 000040 kreditov:
1. -6. semester TyZdenny: 4 Za obdobie Stidia: 312 0

Podmiefiujuice predmety:
ziadne
Spésob hodnotenia a skoncenia Studia predmetu:
Priebezné hodnotenie:  hospitacie
Zaverefné hodnotenie:  vysledky dosiahnuté s pracovnou skupinou
Ciel’ predmetu:
Pedagogicka prax Studentov

Stru¢na osnova predmetu:

Pocas praxe Studenti pracuju s konkrétnou skupinou 1. alebo 2. stupna studia v $tudijnom programe odboru.
Zabezpecuju vsetky ulohy pre vedentl skupinu Studentov pod dohl'adom Skolitel'a alebo nim povereného
ucitel’a odboru.

Literatura:
Podl'a pokynov $kolitel'a

Jazyk, v ktorom sa predmet vyucuje: | Podpis garanta a daitum poslednej tipravy listu:

slovencina, angli¢tina 11. 6.2003
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| |
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rél

Zoznam Skolitelov

A¢& Vladimir, doc. Ing., PhD. (externy) Liday Jozef, doc. Ing., PhD.

Breza Juraj, doc. Ing., PhD. Racko Juraj, Ing., PhD.

Csabay Otto, prof. Ing., DrSc. Redhammer Robert, doc. Ing., PhD.
Donoval Daniel, prof. Ing., DrSc. Srnanek Rudolf, doc. Ing., PhD.
Durackova Daniela, doc. Ing., PhD. Skriniarova Jaroslava, Ing., PhD.
Harmatha Ladislav, doc. Ing., PhD. Tvarozek Vladimir, prof. RNDr., PhD.
Hotovy Ivan, Ing., PhD. Uherek Frantisek, prof. Ing., PhD.
Hulényi Ladislav, doc. Ing., PhD. Vanék Oldrich, doc. Ing., PhD.
Janik Jéan, doc. Ing., PhD. Vesely Marian, doc. Ing., PhD.
Kadlec¢ikova Magdaléna, Ing., PhD. Weber Bedfich, doc. Ing., PhD.
Kinder Rudolf, doc. Ing., PhD. Ziska Milan, doc. Ing., PhD.

Kovac Jaroslav, prof. Ing., PhD.
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